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AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY

Dotaznik
Zakladni adaje o éinnosti pracovisté AV CR v roce 2009 a hlavni dosaZzené vysledky
l. Textova €ast

1. Nazev pracovisté: Ustav pristrojové techniky AV CR, v. v. i.

Zkratka pracovisté: UPT AV CR, v. v. i. IC: 68081731

2. Védecka ¢innost pracovisté a uplatnéni jejich vysledku

2a) struéna charakteristika védecké ¢innosti pracovisteé

Cesky: Pro &innost pracovité je charakteristické propojeni teoretického, experimentalniho a aplikovaného vyzkumu v oblastech
elektronové optiky a mikroskopie, koherenéni optiky, technologického vyuziti elektronovych svazku, nuklearni magnetické rezonance a
méfeni a zpracovani biosignalu. Hlavni usili sméfuje k objevovani a rozvijeni novych experimentalnich metod studia mikrostruktury Zivé i
nezivé hmoty. Pfi ovéfovani principu jsou ziskavany plvodni teoretické vysledky ve vybranych oblastech pfirodnich i technickych véd
spolecné s vytvofenymi unikatnimi metodickymi postupy a pfistrojovymi prvky. Koneénym cilem je nasazeni vypracovanych metod v
zakladnim i aplikovaném vyzkumu pfedevsim v biomedicinskych a fyzikalné materialovych oborech, pfipadné zhodnoceni dosazenych
vysledkd v pramyslu.




Anglicky: Characteristic for activities of the Institute is synergy of theoretical, experimental and applied research in the fields of electron
optics and microscopy, coherence optics, technological utilization of electron beams, nuclear magnetic resonance, and measurement
and processing of biosignals. Main effort is aimed at discovery and elaboration of novel experimental methods for examination of
microstructure of living mater as well as materials. New principles are verified on the basis of theoretical results achieved in selected
branches of science and technology together with original methodologic procedures and instrumental elements created. The ultimate
goal is application of new methods to acquisition of knowledge in both basic and applied research in biomedicine and materials science
or even introduction of results in the industrial practice.

2b) vyCet nejdulezitéjSich vysledkl védecké ¢innosti
1 2 . 3
Poradové Vysledek Cislo citace
Cislo vysledku

1 Simulace spinovych systému v rychlém MR spektroskopickém zobrazovani 1-4
Byl vyvinut algoritmus (QuaM-EPG) pro kvantové-mechanickou simulaci vyvoje vazanych spinovych systému
pfi cyklické excitaci pro rychlé MR spektroskopické zobrazovani ve vysokém magnetickém poli.

2 Metoda vypoctu aberacénich koeficientt trasovanim elektront 5
Byla navrZzena a otestovana nova metoda pro vypocet aberacnich koeficientl, ktera dovoluje vypocet
koeficientll vysSich fadll a vady nesefizenych systémdu.

3 Sondova mikroskopie s interferometrickym odmérovanim pro nanometrologii 6-9
Byla navrzena a realizovana nova sestava pro interferometrické odmérovani polohy vzorku v AFM mikroskopu
pro nanometrologii s kompletnim optovldknovym rozvodem a potlacenym driftem polarizace ve vldknech.

4 Diagnostika ultrajemné zrnéného kovu 10-13
Na ultrajemné zrnéné médi byla ovéfena vysoce citliva metoda zobrazeni lokalni krystalické orientace zaloZzena
na méfeni odrazivosti velmi pomalych elektronu

5 Maximalizace silového pusobeni mezi objektem s svételnou stojatou vinou 14,15
Tvar valcového objektu vlioZzeného do stojaté svételné viny byl optimalizovan tak, aby bylo dosazeno
maximalniho silového pusobeni na objekt pfi manipulaci svételnym svazkem.

6 Zobrazeni dopovanych obrazct n-typu pomoci fotoelektronové emise 16-19
Na kombinaci rizné dopovanych obrazcu n-typu na podkladé p-typu byly zjiStény zdroje obrazového kontrastu
pfi zobrazovani v hranicni fotoemisi a fotoemisi z hlubokych hladin a ovéfena kvantifikovatelnost dat.

7 20

Zmeény oscilacni aktivity SEEG signalu pfi riznych zrakovych, motorickych a emoc¢nich stimulacich




1
Poradové
Cislo

2
Vysledek

3
Cislo citace
vysledku

Novou metodikou studia vybranych oblasti v mozku zaloZzenou na analyze signali EEG z hlubokych
mozkovych struktur evokovanych riizné emocionalné ladénymi obrazky byly zjiS§tény a zmapovany vyrazné
rozdily mezi ERP v riznych mozkovych strukturach.

Sbér signalu sekundarnich elektront v rastrovacim elektronovém mikroskopu

Pro otevfeny i uzavieny objektiv rastrovaciho elektronového mikroskopu bylo zmapovano chovani
sekundarnich elektront emitovanych ze vzorku a stanoveny ucinnosti sbéru obrazového signalu riznymi
detektory.

21

Mikrofluidni €ipy pro selekci, separaci a kultivaci bunék

Ze silikonového elastomeru byly vyrobeny PDMS metodou ,soft litografie funkéni vzorky mikrofluidnich ipu
optimalizovanych pro potfeby selekce, separace a kultivace suspendovanych bunék, umoznujici analyzu bunék
metodami optické spektroskopie a mikroskopie.

22

10

Systém pro Ramanovu mikrospektroskopii opticky zachycenych vzorku

Bylo vytvofeno zafizeni pro Ramanovu mikrospektroskopii opticky zachycenych mikrometrovych a
submikrometrovych objektl se dvéma nezavislymi lasery pro Ramanovu spektroskopii a pro optické
zachytavani, umoznuijici ziskani spekter Ramanova rozptylu z koloidnich €astic, mikrokapicek, &i Zivych bunék

23

11

Povlaky s vysokou absorpci tepelného zareni za nizkych teplot

Bylo proméreno jedenact typu povlakl s vysokou absorpci tepelného zareni na bazi epoxidli a vrstev
naprasovanych ve vakuu na kov a zjistény pribéhy absorptivity nebo emisivity tepelného zareni v rozsahu 8 K
az 300 K.

24,25

2c)

anotace nejvyznamnéjsich vysledkl z bodu 2b)

Poradoveé Cislo anotace: 1

Nazev Cesky: Simulace spinovych systému v rychlém MR spektroskopickém zobrazovani
Nazev anglicky: Simulation of spin systems in fast magnetic resonance spectroscopic imaging
Popis vysledku Cesky:

Byl vyvinut algoritmus (QuaM-EPG) pro pocitaCovou simulaci vyvoje vazanych spinovych systémua béhem cyklické excitace pfi rychlém
protonovém MR spektroskopickém zobrazovani ve vysokém magnetickém poli. Tento algoritmus umozni simulovat chovani napf.




mozkovych metabolitd v modernich humannich nebo animalnich MR systémech pracujicich s poli 3-12 T, které detekci takovych signall i
aplikaci zrychlenych méficich metod umoznuji . Pfesna simulace je podstatna pro navrh spolehlivych a ¢asové efektivnich méficich
metod a metod analyzy dat, které jsou v souCasné dobé vyvijeny pro aplikace v |€ékafské diagnostice, pfi vyvoji terapeutickych metod i v
za&kladnim neurovédnim a onkologickém vyzkumu. Vyvinuty postup je zalozen na kombinaci kvantové-mechanického popisu
intermolekularnich interakci jadernych spini pomoci matice hustoty se sledovanim makroskopické koherence, ktera se vyviji pisobenim
pulst gradientniho magnetického pole, slouzicich ke kédovani polohy spint a vybéru typu signalu.

Popis vysledku anglicky:

A new algorithm (QuaM-EPG) has been developed for computer simulation of the evolution of coupled spin systems during cyclic
excitation in fast proton MR spectroscopic imaging in high magnetic field. With this algorithm it will be possible to simulate the behaviour
of, e.g., brain metabolites in modern human or animal MR systems with fields of 3-12 T, in which detection of such signals and
accelerated measurement techniques are feasible. Accurate simulation is crucial for the design of reliable and time-efficient
measurement and data analysis techniques, which are currently being developed for applications in medical diagnostics, for therapy
development and for basic research in neuroscience and oncology. The new method combines quantum-mechanical density-matrix
description of intramolecular interactions of nuclear spins with tracking the macroscopic coherence that is driven by magnetic field
gradient pulses, which are used for spin position encoding and for signal type selection.

Citace vystupu: [1-4]

Cislo ilustrace: ---

Spolupracujici subjekt: ---

Kontaktni osoba (jméno, telefon, e-mail): Ing. Zenon Starcuk, jr., CSc., 739 451 114, starcuk@isibrno.cz

Poradové €islo anotace: 2

Nazev Cesky: Metoda vypoctu aberacnich koeficientli trasovanim elektronti

Nazev anglicky: Method of computation of aberration coefficients by ray tracing

Popis vysledku Cesky:

Odvodili jsme novy postup pro vypocet aberacnich koeficientl zaloZzeny na vysledcich pfesného trasovani ¢astic. Pro dany opticky
systém ur€ime praseciky velkého mnozstvi trajektorii trasovanim. V Gaussoveé obrazové roviné je zobrazeni danym systémem popsano
paraxialnimi ¢leny a aberacnimi koeficienty pro geometrické a chromatické vady daného fadu. Ty pak mohou byt ur€eny fitovanim
metodou nejmensich &tvercl na vysledky trasovani. Metoda ma fadu vyhod proti standardnim metodam vypoctu, vycisleni aberac¢nich
integrald (ty nejsou znamy pro fadu systému) nebo metodu diferencialnich algeber (vyzaduje analytické vyjadreni pole na ose), protoze
jeji slozitost vyrazné neroste se slozitosti optické soustavy. Moznosti metody jsou ilustrovany vypoc&tem koeficientl vad 5. fadu
elektrostatické ¢ocky.




Popis vysledku anglicky:

We have developed a new approach for calculation of aberration coefficients using the results of accurate ray tracing. For a given optical
system, intersections of a large number of trajectories with a given plane are computed with a ray-tracing program. In the Gaussian
image plane the imaging with the selected optical system can be described by its paraxial terms and aberration coefficients (geometric
and chromatic) that can be calculated by least-squares fitting of the analytical model on the results of ray tracing. This method has
potentially many advantages over the aberration integrals and the differential algebra method. Its complexity rises only moderately for
complex optical systems. An advantage of such a way of computing the aberration coefficients is that it is relatively easy to use and its
complexity stays almost constant with the growing complexity of the optical system. The strength of the method is illustrated on the
evaluation of 5th order aberration coefficients of an electrostatic lens.

Citace vystupu: [5]

Cislo ilustrace: ---

Spolupracujici subjekt: ---

Kontaktni osoba (jméno, telefon, e-mail): prof. RNDr. Bohumila Lencov4, DrSc., 541514294, bohunka@isibrno.cz

Poradové Cislo anotace: 3

Nazev Cesky: Sondova mikroskopie s interferometrickym odmérovanim pro nanometrologii

Nazev anglicky: Local probe microscopy with interferometric positioning for nanometrology

Popis vysledku Cesky:

Metrologie délek na urovni objektd v nano- a mikrosvété spoléha pfedevsim na techniky mikroskopie atomarnich sil (AFM) a souvisejici
metody mikroskopie s lokalni sondou. Topografie a vlastnosti vzorku jsou zde ziskavany skenovanim vzorku. Lze dosahnout rozliSeni
pod limitem danym vinovou délkou svétla omezujici svételnou mikroskopii. Polohovani sondy nad vzorkem je vSak problém, ma-li se
jednat o aplikaci v metrologii, kde je Zzadana plna navaznost na zakladni etalon. To vede na vyuZziti laserové interferometrie s laserovym
zdrojem, ktery je sam o sobé nejlépe etalonem optické frekvence (délky). Navrhli jsme systém polohovani vzorku s interferometrickym
odmérfovanim ve v8ech Sesti osach pokryvajicich osové posuvy a uhlové odchylky. Zdrojem zafeni je zde stabilizovany nizkoSumovy
vykonny laser s kratkou vinovou délkou — frekven&né zdvojnasobeny Nd:YAG laser. RozliSeni systému v poloze je na nanometrové
urovni. Stolek je vybaven plnym fizenim zahrnujicim kompenzace uhlovych odchylek. Diky rozvodu zareni optickymi vlakny, nezavislé a
peclivé justazi os laserovych interferometrli a kompenzaci vlivu indexu lomu vzduchu se jedna o plnohodnotny nastroj fundamentalni
nanometrologie.

Popis vysledku anglicky:

Dimensional metrology dealing with objects in the micro- and nanoworld relies predominantly on AFM (Atomic Force Microscope) and
related local probe microscopy techniques where the object topology, dimensions and other properties are examined by scanning the




sample. They can offer resolutions well below the optical wavelength limit. Positioning of the probe over sample and determination of its
position is a problem especially when the system should be used for metrology purposes where full traceability to the fundamental
etalons of length is needed. This leads to implementation of laser interferometric methods with a laser source being the etalon of optical
frequency (length) itself. We designed a system of positioning the sample table with interferometric measurement in all six degrees of
freedom covering axial motions and angle deviations. The laser source is here a short wavelength, low-noise and powerful frequency
doubled stabilized Nd:YAG laser. The resolution of the positioning is on the nanometer level. Full control of the stage including
compensation of angle errors has been introduced. Fiber optic light delivery, independent and careful adjustment of the interferometer
axes and compensation for the value of refractive index of air make it a tool for fundamental nanometrology.

Citace vystupu: [6-9]

Cislo ilustrace: ---

Spolupracuijici subjekt: Cesky metrologicky institut

Kontaktni osoba (jméno, telefon, e-mail): doc. Ing. Josef Lazar, Dr., 739 451 115, joe@isibrno.cz

Poradové Cislo anotace: 4

Nazev Cesky: Diagnostika ultrajemné zrnéného kovu

Nazev anglicky: Diagnostics of ultrafinely grained metals

Popis vysledku Cesky:

Struktura krystalickych zrn v médi zpracované rovnoramennym uhlovym protlaovanim byla Uspésné zobrazena a méfena pomoci
ultravysokovakuového rastrovaciho nizkoenergiového elektronového mikroskopu vybaveného katodovou ¢ockou, a to v reZimu odrazu
velmi pomalych elektronu. Bylo zjisténo, ze kontrast zrn dosahuje svého maxima pfi energiich elektront pod cca 30 eV, kde se i stfida
jeho znaménko a kde vykazuje zavislost na energii dopadu elektronl specifickou pro orientaci zrna. Energiova zavislost odrazivosti
elektronl prokazala svoji schopnost slouzit jako ,otisk prstu“ umoznujici stanoveni krystalové orientace. V oblasti stovek elektronvoltt
jsou rovnéz pozorovatelné jemné detaily mikrostruktury v€etné dvoj¢at a nizkouhlovych hranic zrn. Odrazivost velmi pomalych elektron
je slibnou alternativou metody EBSD diky svému vysokému rozliSeni a rychlému sbéru dat.

Popis vysledku anglicky:

The grain structure in the equal channel angular pressing processed copper has been successfully imaged and measured by means of
the cathode lens equipped ultrahigh vacuum scanning low energy electron microscope in the very low energy electron reflectance mode.
The grain contrast was found achieving its maximum at electron energies below about 30 eV where it alternated its sign and exhibited
dependence on electron energy specific for the grain orientation. The energy dependence of the electron reflectance has shown its
capability of serving as a fingerprint enabling determination of the crystalline orientation. At hundreds of eV fine details of the




microstructure are also observable including twins and low angle grain boundaries. The very low energy electron reflectance is promising
as an alternative to the EBSD method owing to its high resolution and fast data acquisition.

Citace vystupu: [10-13]

Cislo ilustrace: 1

Spolupracujici subjekt: VUT v Brné, Fakulta strojniho inzenyrstvi

Kontaktni osoba (jméno, telefon, e-mail): Ing. Sarka Mikmekovéa, 541514298, sarka@isibrno.cz

2d) domaci a zahrani¢ni ocenéni zaméstnancu pracovisté
1 2 3 4 5
Cislo Jméno ocenéného Druh a nazev ocenéni Ocenéna ¢innost Ocenéni udélil
1 V. Nedéla Cena za nejlepsi Cena za vitézstvi v soutézi o Ceskoslovenska
disertaci 2009 nejlepsi disertaci s pouzitim mikroskopické
mikroskopickych technik, spole€nost
nebiologické obory
2 V. Nedéla Cena za nejlepsi poster | Cena za nejlepsi poster na MC | Ceskoslovenska
2009, Graz, Rakousko, obor mikroskopické
Instrumentation and spole¢nost
methodology
2e) dalSi specifické informace o pracovisti

Ustav uspél se svym projektem ,Aplikacni a vyvojové laboratofe pokrogilych mikrotechnologii a nanotechnologii“ (ALISI), ktery pfihlasil
do druhé prioritni osy opera¢niho programu VaVpl, a ziskal podporu ve vySi 432 942 tis. K&, z ¢ehoz je 109 mil. KE ur€eno na pofizeni
staveb a 252 mil. K& na pfistroje. V ramci projektu budou feSeny dva vyzkumné programy, a totiz Aplikované diagnostické metody a
Pokrocilé technologie. V souCasné dobé je zahajovana faze vybérovych fizeni.

V roce 2009 UPT proved| vymé&nu vSech oken a zatepleni fasady a stfechy s vyuZitim dotace z centralnich prostfedk(i AV. Akce prob&hla
hladce a v sou€asné dobe je jiz zaznamenavana uspora energie pfi vytapéni. V roce 2010 bude renovovana elektrorozvodna sit budovy.




V roce 2010 budou vSichni pracovnici védeckych oddéleni, zafazeni do kategorie vyzkumnych pracovniku, podrobeni atestacim, které
jsou podle Kariérniho fadu UPT konany ve tfiletém intervalu.

Pokles institucionalniho financovani UPT byl pro rok 2010 vyfe$en ptevodem potfebného poétu pracovnikd védeckych oddéleni na
financovani osobnich nakladu z ucelovych prostfedkl grantl a projektd. DalSi opatfeni budou nasledovat na zakladé vysledku atestaci a
vyvoje rozpoctové kapitoly AV pro dalsi Iéta.

3. Vzdélavaci ¢innost

3a) ucast pracovisté na terciarnim vzdélavani (uskuteénovani bakalarskych, magisterskych a doktorskych
studijnich programi)
1 2 < 4 5 6 7 8
Cislo Bakalarsky program Nazev VS Prednasky | Cviceni Vedeni Ucebni Jiné
praci texty
Materialy a technicka dokumentace

1 (BMTD) FEKT VUT ANO

2 Technické praktikum PfF MU ANO

3 Zaklady fyz. opt. méfeni | PFfF MU ANO

4 Zaklady fyz. opt. méreni Il PfF MU ANO

5 Elektrotechnika | (KEL1) FEKT VUT ANO

6 Méreni v elektrotechnice (KMVE) FEKT VUT ANO
1 2 c 4 5 6 7 8
Cislo Magistersky program Nazev VS Prednasky | Cviceni Vedeni Ucebni Jiné

praci texty

1 Svétlo, jako nastroj pro kvantitativni ... FSI VUT ANO

2 Elektronické soucastky FEKT VUT ANO

3 Méfici technika PFF MU ANO

4 Casticova optika FSI VUT ANO ANO

5 Diagnostika a zkuSebnictvi FEKT VUT ANO ANO

v elektrotechnice




1 2 3 4 5 6 7 8
Cislo Magistersky program Nazev VS Prednasky | Cviceni Vedeni Ucebni Jiné
praci texty
6 Elektronika ve fyzikalnim experimentu FSI VUT ANO ANO ANO
7 Mikro a nanotechnika FSI VUT ANO ANO
8 Materialy pro biomedicinské aplikace FEKT VUT ANO ANO ANO
(LMBA)
9 Vybrané kapitoly z fyziky laseru PfF UPOL ANO ANO
10 | Moderni aplikace lasert PrF MU ANO ANO
11 | Fyzika (N1701) PfF MU ANO ANO ANO
1 2 3 4 5 6 7 8
Cislo Doktorsky program Nazev VS Prednasky | Cviceni Vedeni Ucebni Jiné
praci texty
1 Elektrotechnika, elektronika, FEKT VUT ANO ANO Oborova
komunikacéni a fidici technika (EEKR) rada
2 Fyzikalni a materialové inZenyrstvi FSI VUT ANO ANO ANO ANO Oborova
(3910V) rada
3 VSeobecné |ékarstvi (P5103) LF MU ANO
4 Fyzika (M1701) PfF MU ANO ANO Oborova
rada,
oborova
komise
3b) ucast pracovisté na sekundarnim vzdélavani (stredoskolska vyuka)
I 1 2 3 4
Cislo Akce Poradatel/Skola Cinnost




3c) vzdélavani verejnosti

1 2 3 4
Cislo | Akce Poradatel Cinnost
1 Pfednaskovy den pro stfedosk. ucitele | UPT Série prednasek a exkurzi v laboratofich
fyziky

2 Prednaska pro verejnost v Planetériu

AV CR + Hvézd.

Brno

Pfednaska ,Transportni svételné paprsky .... a co vic?“

3 Pfednaska pro verejnost v Planetériu

AV CR + Hvézd.

Brno

Pfednaska ,Vesmir jako mirné vylepSena troj¢lenka“

4 Prednaska pro vefejnost v Planetériu

AV CR + Hvézd.

Brno

Prednaska ,Elektronova litografie a generovani hologramud*

5 Seminar

Tech. Museum
Brno

Prednaska ,Elektronova mikroskopie dnes*

6 Seminar

ZCU, Fakulta
elektrotechniky

Prednaska ,Synchrotron — technologie a jeji vyuziti“

3d) seznam titult vydanych na pracovisti

1. Pokorna, Z. - Mika, F.: Proceedings of the 4th Czech-Japan-China Cooperative Symposium on Nanostructure of Advanced Materials

and Nanotechnology (CJCS’09). Brno: ISI AS CR, 2009. 36 s.ISBN 978-80-254-4535-8.

4. Cinnost pro praxi

4a-1)  vysledky spoluprace s podnikatelskou sférou a dalSimi organizacemi ziskané reSenim projektt

Poradoveé ¢islo: 1

DosaZeny vysledek: Systém pro monitorovani laserového svarovaciho procesu

10




Byl navrZzen a realizovan systém pro monitorovani laserového svafovaciho procesu, s jehoZz pomoci byla provedena méfeni na CO2
laseru a provedena opticka spektralni analyza a frekvenéni analyza ¢asovych zaznamu pro rizné vzorky.

Uplatnéni/Citace vystupu: [26,27]

Néazev projektu /programu v ¢estiné: Vyzkum dynamiky laserového svafovaciho procesu a jeho fizeni, 2A-3TP1/113, Trvala prosperita
Nazev projektu/programu v angli¢tiné: Examination of dynamics of the laser welding process and its control

Poskytovatel: MPO

Partnerska organizace: Dendera, a.s.

Poradove Cislo: 2

Dosazeny vysledek: Nanokomparator s paralelogramem pro kalibrace délkovych snimac

Novy laserovy interferometricky odméfovaci systém, jehoz méfici sonda je polohovana pomoci paralelogramu, ke kterému je pfilozen
hrot kalibrovaného délkového snimace. Systém je otestovan pilotnim kalibraCnim méfenim.

Uplatnéni/Citace vystupu: [28-32]

Nazev projektu /programu v ¢estiné: Soustava laserovych interferometrd pro nanometrologii délek, FT-TA3/133, TANDEM

Nazev projektu/programu v angli¢tiné: Systém of laser interferometers for nanometrology of distances

Poskytovatel: MPO

Partnerska organizace: Mesing, s.r.o.

Poradové Cislo: 3

Dosazeny vysledek: Kompaktni laserovy systém pro manipulaci s mikroobjekty

Kompaktni stabilizovand laserova dioda s opto-vlaknovym vystupem a modulem pro integraci optickych mikromanipulaénich technik do
standardniho optického mikroskopu.

Uplatnéni/Citace vystupu: [33]

Nazev projektu /programu v ¢estiné: Vyvoj pfistrojové a metodické zakladny k vybéru fotoautotrofnich mikroorganismu pro produkci vysSsi
generace biopaliv, FR-TI1/433, TIP

Nazev projektu/programu v angli¢tiné: Development of instrumental and methodologic base for selection of photoautotrophic
microorganisms for production of advanced generation of bio-fuels

Poskytovatel: MPO

Partnersk& organizace: Photon Systems Instruments, s.r.0.

11



http://www.isibrno.cz/projekt/vypisprojekt.php?id_projektu=224&lang=_cz

Pofadové Cislo: 4

Dosazeny vysledek: Sestava interferometrického systému pro kalibraci koncovych mérek

Byla navrzena a realizovana pilotni sestava interferometrického systému pro kalibraci koncovych mérek, zaloZeného na detekci stejné
hodnoty interferenéni faze pro tfi barevné slozky prouzku bilé interference. Algoritmus zpracovava 2D obraz z kamery a vlaknova
sestava interferometru vyuziva preladitelny polovodi€ovy laser navazany do optického vliakna. Diky specialni reflexni vrstvé nanesené na
koncovou ¢oCku expandéru se dosahuje optimalniho kontrastu interferenénich prouzku.

Uplatnéni/Citace vystupu: [34-39]

Nazev projektu /programu v ¢estiné: Vyzkum metod diagnostiky koncovych mérek pro pfesné strojirenstvi, 2A-1TP1/127, TIP

Nazev projektu/programu v anglictiné: Examination of methods for diagnostics of slip gauges for precision engineering

Poskytovatel: MPO

Partnerska organizace: Mesing, s.r.o., Cesky metrologicky institut

4a-2) vysledky spoluprace s podnikatelskou sférou a dalSimi organizacemi ziskané na zakladé hospodarskych

smluv
1 2 3 4
Cislo Zadavatel Vysledek (anotace) Uplatnéni
1 Crytur, s.r.o. Komparativni méreni vybranych vlastnosti scintilacnich materialt | [40]
pro REM
2 Optaglio, s.r.o. Technologie zapisu elektronovym svazkem proménného prifezu | [41]
66-2100 nm
3 Vyzkumny astav Experimentalni ovéfeni moznosti stanoveni kvalitativnich [42]
pro chov skotu, parametri hovéziho masa pomoci bioimpedanénich metod
S.r.o.
| Celkovy poéet ziskanych vysledkii | 29
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4a-3) nové firmy, které vznikly na zakladé vysledkt €innosti pracovisté v oblasti aplikovaného vyzkumu

1 2 3 4 5
Cislo Nazev firmy Davod zaloZeni Kategorie firmy Cinnost firmy
4b) vyznamneé patenty, uzitné vzory, vynalezy, licenéni smlouvy, ochranné znamky

Poradoveé Cislo: 1

Nazev Cesky: loniza¢ni detektor environmentalniho rastrovaciho elektronového mikroskopu

Néazev anglicky: lonisation detector of environmental scanning electron microscope

Kategorie: narodni patent

Zapsan pod Cislem: 299864

Popis Cesky: Vynalez se tyka environmentalniho rastrovaciho elektronového mikroskopu, jehozZ soucasti je komora vzorku, jez je
oddélena od pdélového nastavce mikroskopu clonami pro prichod svazku primarnich elektront a v niz se nachazi drzak vzorku a alespon
jedna detekéni elektroda

Popis anglicky: This invention relates to an environmental scanning electron microscope including a specimen chamber separated from
the pole piece of the microscope with aperture screens for pass of a beam of primary electrons and containing a sample holder and at
least one detection electrode

Vyuziti: Zafizeni je vyuzitelné v riznych rastrovacich elektronovych mikroskopech s vy3Sim tlakem plynu v komore vzorku.

Kontaktni osoba (jméno, telefon, e-mail): Vilém Nedéla, 541514 333, vilem@isibrno.cz

4c) vysledky spoluprace se statni a verejnou spravou
Pofadové Cislo: 1
Dosazeny vysledek: Stabilizace 532 nm Nd:YAG laseru
Oblast uplatnéni vysledku: Nanometrologie
UZivatel/Zadavatel: Cesky metrologicky institut
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Pofadové Cislo: 2
Dosazeny vysledek: Metoda pro identifikaci stfedu interferenéniho prouzku bilého svétla ve 2D prostoru
Oblast uplatnéni vysledku: Nanometrologie
Uzivatel/Zadavatel: Cesky metrologicky institut
4d) odborné expertizy zpracované v pisemné formeé pro statni organy, instituce a podnikatelské subjekty
1 2 3 4
Cislo Nazev Prijemce/Zadavatel Popis vysledku
1 Posudek navrhu projektu MSMT CR 4 posudky
2 Posudek navrhu projektu MS SR 2 posudky
3 Posudek doktorské disertacni prace (domaci) razné VS 6 posudku
4 Posudek doktorské disertaéni prace (zahraniéni) | rizné VS 1 posudek
5 Posudek diplomové prace razné VS 15 posudku
6 Posudek bakalarské prace razné VS 7 posudku
7 Oponentura habilitaCni prace LDF MZLU Brno 1 posudek
8 Oponentura zavéreCné grantoveé zpravy FEKT VUT Brno 1 posudek
9 Recenze zahrani¢ni publikace mezinarodni ¢asopisy 23 recenzi
| Celkovy poéet zpracovanych expertiz | 60
4e) zapojeni do monitorovacich siti

Pofadové €islo: ----

Objekt sledovani Cesky:

Objekt sledovani anglicky:
Nazev sité Cesky:

Nazev sité anglicky:
Provozovatel:

Duvody zapojeni do monitoringu:

14



| Program:

5. Mezinarodni védecka spoluprace pracovisté

5a) prehled mezinarodnich projektt, které pracovisté resi v ramci mezinarodnich védeckych programui
3 6
1 2 4 5 7 8
: Nazev Nazev Spoluresitel
Cislo | zastreSujici | programu Néazev projektu Koordinator/resitel Ipocet Stat(y) Aktivita
organizace | €esky/angli C¢esky/anglicky C¢esky/anglicky
(zkratka) cky
1 |ESF/MSMT |COST 0OC08034: Pokrocilé techniky | Akce MP0604: 40 instituci 18 statd EU + Action MP0604
interferenénich optickych F. Simoni Australie
mikromanipulaci / Advanced Projekt OC08034:
techniques of interferometric  |UPT AV CR/ P.
optical micro-manipulation Zemanek
2 |ESF/MSMT |EUREKA |OE08012: Kontrast a detekce |E!3963 — ICD: UPT AV CR/ | Nizozemi, Velka E!3963 - ICD
v rastrovaci elektronové FEI Electron L. Frank Britanie, Belgie, CR
mikroskopii / Optics B. V.,
Contrast and detection in Nizozemi / S.
scanning electron microscopy | Sluyterman
Projekt OE08012:
FEI Czech
Republic /L. Tima
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5b) akce s mezinarodni ucéasti, které pracovisté organizovalo nebo v nich vystupovalo jako spoluporadatel
1 2 3 4 5 6
; Néazev akce Néazev akce Hlavni poradatel akce Pocet uc¢astnik
Cislo v cestiné v angliétiné Cesky/anglicky celkem/z toho Vyznamna prezentace
Z clziny

1 |Projekt FAST — Mitink Project FAST - Task T3 Ustav pfistrojové 10/7

k projektovému ukolu T3 Meeting techniky AV CR, v.v.i. /
Institute of Scientific
Instruments ASCR, V.V.i.

2 |4. Cesko-japonsko-Cinské 4th Czech-Japan-China Ustav pFistrojové 29/20 Materials
kooperativni sympézium o Cooperative Symposium on techniky AV CR, v.v.i. / Transactions,
nanostruktufe pokrocilych Nanostructure of Advanced Institute of Scientific Special Issue on
materialu a nanotechnologii Materials and Nanotechnology |Instruments ASCR, v.v.i. Development and

Fabrication of
Advanced Materials
Assisted by
Nanotechnology
and Microanalysis,
vyjde vr. 2010, 4
&lanky z UPT

3 |Podzimni Skola zakladu Autumn school of the electron | Ustav ptistrojové 65/2

elektronové mikroskopie 2009 | microscopy foundations 2009  |techniky AV CR, v.v.i. /
Institute of Scientific
Instruments ASCR, V.V.li.
5¢c) vyéet jmen nejvyznamnéjsich zahraniénich védcu, ktefi navstivili pracovisté AV CR
1 2 3 4 5
Cislo Jméno védce Vyznacnost védce a jeho obor Materska instituce Stét
1 |Ing. Jan Fedor, Ph.D. Charakterizace polovodi¢ovych a Elektrotechnicky ustav Slovenskej | SK

magnetickych materialu

akadémie vied
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1 2 3 4 5
Cislo Jméno védce Vyznaénost védce a jeho obor Materska instituce Stéat
2 | Dr. Danielle Graveron-Demilly | MR spektroskopie - kvantifikace, simulace | Université Claude Bernard Lyon | | FR
3 | Dr. Katsushige Tsuno Vyznamny navrhar elektronovych JEOL Ltd JP
mikroskopu
4 | Prof. Dirk van Ormondt Profesor, MR spektroskopie - kvantifikace Delft University of Technology NL
5 | Prof. Hiroyuki Chuma Profesor, ekonomika japonského priimyslu | Research Institute of Economy, JP
Trade, and Industry
6 | Dr. Pavel Tomancak Vedouci skupiny, molekularni biologie, Max Planck Institute of Molecular | DE
opticka mikroskopie Cell Biology and Genetics
7 | Dr. Hiroyuki Ito Vyvojar - elektronova mikroskopie a Hitachi High Technologies JP
litografie
8 | Dr. Viacheslav Kazmiruk Elektronova optika Institute of Pure and Technical RU
Materials, Russian Academy of
Sciences
9 | Prof. Karen Volke-Sepulveda Vedouci skupiny, optické mikromanipulace, | Universidad Nacional Autbnoma MX
optické a akustické viry de México
10 | Prof. Arun K. Majumdar Profesor, Sifeni svétla v turbulentnim Naval Air Warfare Center, us
prostfedi Weapons Division
5d) aktualni meziustavni dvoustranné dohody
1 2 3 4
Cislo Spolupracujici instituce Stat Oblast (téma) spolupréace
1 | Austrian Aerospace GmbH AT Cryogenic thermal insulation, thermo-physical properties of
multilayer insulation components
2 | Vistec Electron Beam GmbH DE Adaption of the currently at 1SI/Brno manufactured RED to the

needs of Vistec EB system. Analysis of the optical performance
of the laser interferometer used in the current Vistec EB systems
in order to minimize the interpolation errors

17




1 2 3 4
Cislo Spolupracujici instituce Stéat Oblast (téma) spoluprace
3 | Carl Zeiss SMT AG DE Collaboration in the context of optimization of a scintillator or an
electron-photon-converter for a high throughput electron beam
system.
4 | University of Toyama JP General cooperation in education and research
5 | FOCUS GmbH DE Welding with electron beams.
6 | FEI Electron Optics B.V. NL Low energy electron microscopy
7 | University of York UK Academic collaboration and mutual exchange of staff and
students.
8 | Shimadzu Research Laboratory UK Consultancy agreement, electron optics
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7. Popularizaéni a propagacni ¢innost

1 2 3 5 6

Cislo Nazev akce Popis aktivity Spoluporadatel Datum a misto konani

1 Laser show na Ukazka experimentu s laserovym svétlem a prednasky BKC Brno Brno, 19.9.2009
Festivalu védy

2 Dny otevienych dvefi | Ukazky experimentl pro vefejnost a prednasky AV CR UPT, 5.-6.11.2009

3 51. Mezinarodni Samostatny stanek UPT BVV Veletrhy | Brno, 14.-18.9.2009
strojirensky veletrh Brno

4 51. Mezinarodni Seminar JIC, pfednaska ,Aplikacni a vyvojové laboratofe BVV Brno a 16.9.2009
strojirensky veletrh pokrocilych mikrotechnologii a nanotechnologii* JIC Brno

5 Divadlo védy na Ukazka experimentd s nizkymi teplotami a pfednasky BKC Brno Brno, 19.9.2009
Festivalu védy

6 Clanek v éasopise Clanek ,Soumrak padélateli Ekonom 8.1.2009

7 Televizni porad Pofad Milénium, relace ,Hologramy chrani bankovky a CT 24 2.1.2009

v budoucnosti budou také bavit"
8 Televizni pofad Relace o Tydnu védy v AV CR BTV 4.11.2009

21




1 2 3 5 6
Cislo Néazev akce Popis aktivity Spoluporadatel Datum a misto konani
9 Radioelektronicky Relace ,Synchrotron, universalni svételny nastroj* 25.3.2009
seminar
10 Vystava Priprava podkladovych materiall, podpora pfipravy akce Technické 2009-2010
,Nanotechnologie® muzeum Brno
11 Clanek v éasopise Clanek ,Na japonské téma“ Akademicky | 11/2009
Bulletin

8. Seznam ilustraci

Oddil: 2¢ Cislo radku: anotace 4

Nazev Cesky: Zobrazeni zrn v ultrajemnozrném polykrystalickém kovu

Nazev anglicky: Imaging of grains in an ultrafine grained metal

Popis €esky: Ultrajemnozrna méd’: snimek z rastrovaciho elektronového mikroskopu s katodovou ¢o¢kou pro mikroskopii velmi pomalymi
elektrony (a), pseudobarevny obraz ziskany metodou EBSD (difrakce zpétné odrazenych elektront) (b) spolu s barevnym kli¢em
krystalové orientace (c).

Popis anglicky: Ultrafine grained copper: micrograph from the scanning electron microscope with the cathode lens for microscopy with
very slow electrons (a), pseudocolored image obtained with EBSD (electron backscatter diffraction) method (b) together with color key of
crystal orientations (c).

Oznaceni ilustrace: obr_upt_2c_4.jpg

Vyplnil dne: 19. ledna 2010
Jméno: RNDr. Ludék Frank, DrSc. tel.: 541 514 204, 605 267 573 e-mail: director@isibrno.cz
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